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Abstract

En el marco de la expansion de capacidades experimentales del Laboratorio de Sistemas en Bajas dimensiones (LDSL) de la Universidad de Chile, se llevo a cabo la puesta en marcha y automatizacion de
un Magnetémetro de Gradiente de Fuerza Alternante (AGFM) . El objetivo principal fue desarrollar un sistema robusto de control y adquisicion de datos capaz de caracterizar las propiedades magneéticas
de peliculas delgadas. El sistema se implementdé integrando instrumentacién de precision, especificamente una fuente SourceMeter Keithley 2400 para la generaciéon del campo magnético DCy un Lock-in
Amplifier para la deteccion sincrona de la sefial proveniente del sensor piezoeléctrico. Todo el control fue centralizado mediante una interfaz desarrollada en LabVIEW, la cual gestiona la comunicacién con
los instrumentos, controla los barridos de campo y otros parametros ajustables segun la necesidad de la muestra a medir, y asegura la integridad de la medicion mediante estandar de temporizacion
basados en la constante de tiempo del filtro elegido. Para la validacion del sistema, se realizaron mediciones de curvas de histéresis en cintas amorfas magneéticamente blandas (Metglas) y muestras de
lamina delgada de Co de 40 nm sobre substrato de mica, utilizando portamuestras disefiados e impresos en 3D en LIT de Universidad de Chile. Los datos obtenidos fueron procesados mediante
algoritmos en Python.
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Filtro Pasa-Bajos del Lock-in (T = 100 ms)
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Setup: Parametros, Intervalos, cantidad ferromagnéticas con sus’ej.es faciles de magnetizacion en
el plano. Las caracteristicas de las curvas, como sus
campos coercitivos y pendientes del cambio de

magnetizacion en funcion de campo externo nos hablan
de su dureza magnética. Es importante recalcar que la
muestra de Co solo tiene 40 nm de espesor, lo que habla
de la sensibilidad del sistema a laminas nanométricas de
material ferromagnético.
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Material: lamina delgada de Co de 40 nm sobre substrato de mica. Material: Metglas, Aleacion Amorfa blanda. Composicion tipica: Fe-Ni-Co-B.

Agradecimientos Referencias
Agradezco al LIT de la Universidad de Chile por su colaboracion en la fabricacion por impresion 3D 1] P. J. Flanders, "An alternating-gradient magnetometer (invited)," J. Appl. Phys., vol. 63, no. 8, pp. 3940-
de los portamuestras disefnados. Extiendo mi gratitud a los estudiantes e investigadores del 3945, Apr. 1988. doi: 10.1063/1.340582.
Laboratorio de Sistemas en Bajas Dimensiones (LDSL) por su calida acogida, disposicion y valiosa 2] Keithley Instruments, Low Level Measurements Handbook: Precision DC Current, Voltage, and
ayuda durante el montaje experimental. Finalmente, agradezco este trabajo a mi familia, cuyo apoyo Resistance Measurements, 7th ed. Cleveland, OH: Keithley Instruments, A Tektronix Company.
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